SISTEMA ELLISSOMETRICO
DI PRECISIONE

Mod. F-ES/EV

L'ellissometria & una tecnica ottica utilizzata per I'analisi delle
superfici che si basa sulla variazione dello stato di polarizzazione
della luce una volta che questa attraversi la superficie piana
di un campione. Attraverso I'apparato proposto € possibile
studiare il processo fisico su cui si basa la tecnica di analisi
in questione e nello specifico effettuare diverse misurazioni
come ad esempio determinare la costante ottica del materiale
(indice di rifrazione, indice di assorbimento), effettuare misure
di spessori di campioni sottili di diversi materiali.

Inoltre & possibile aggiungere una trattazione sull’incertezza e
sugli errori di misura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

* Ellissometria come tecnica ottica per I'analisi di superfici
¢ Determinazione indice di rifrazione di materiali diversi

¢ Determinazione indice di assorbimento di materiali diversi
o Misura dello spessore di campioni solidi diversi

SPECIFICHE TECNICHE

e 1 struttura di supporto

¢ 1 Polarizzatore circolare

e 2 polarizzatori lineari

1 filtro a lunghezza d’onda A/4

e Porta campione

e Goniometro con scala

e Laser verde (532 nm), T mw

e Laser rosso (650 nm), 1 mw

o Detector per la rilevazione del fascio di luce da connettere al
sistema di acquisizione dati mod. EV2010/EV

¢ Kit di campioni composto da: substrato di silicone, silicone a
singolo strato, campione di alluminio, lastra in vetro

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

e EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE
mod. SW-F-ES/EV per la gestione completa
degli esperimenti interattivi

e PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
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